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Voltage (V)

A" 3> 2X2 2= UGB {IEISTX2 J-v §Y HE

CE 1> gXE2| 220 UE RI|EIBHMRIS HIH Y HEY (Ra)

e ('O | nw) |y [Pl factor | P
RT 1.03 0.68 0.34 0.24
90 5.30 0.57 0.56 1.69
110 5.70 0.57 0.56 1.80
130 6.58 0.57 0.56 212
150 7.91 0.58 0.55 2.52
170 0.05 1.32 0.25 0.02
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?;E;il"ig? ) &5 | Fll factor | EEEGERSY
RT 0.78 0.68 0.29 0.15
0 3.73 0.55 0.27 0.55
100 2.32 0.45 0.23 0.24
110 2.67 0.53 0.23 0.33
120 4,22 0.58 0.38 0.92
130 0.50 0.07 0.26 0.01
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